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1) P = ∅;
2) P = P ∪ Pj для каждого подмножества Pj множества K, такого, что Pj ∩ P = Q и

путь из корня в вершину Current содержит (2(|Pj |−|Q|)·m − 1) вершин, помеченных
подмножествами Pj, если s1 6∈ Pj или s1 ∈ Q (для Q 6= ∅), либо (2(|Pj |−|Q|)·m−1)
вершин в случае s1 ∈ Pj.

Шаг 2. Включаем в TS каждую входную последовательность, которая помечает путь
из корня к листу в усеченном дереве.

Построенный согласно алгоритму 1 тест также будет полным относительно модели
неисправности 〈A,∼,Rm(A)〉, но при этом в большинстве случаев менее избыточным,
что доказано теоретически.
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Для обнаружения реальных дефектов дискретных схем наноэлектроники, работа-
ющих на высоких частотах и при низких напряжениях питания, наряду с тестами для
константных неисправностей необходимо строить тесты для неисправностей задержек
путей.

Рассмотрим путь, начинающийся на некотором входе схемы и заканчивающийся
на одном из ее выходов. Предполагается, что задержки отдельных линий связи в пу-
ти и задержки отдельных его элементов невелики. Однако в целом смена значений
сигналов на рассматриваемом пути может выполняться дольше, чем время между со-
седними синхроимпульсами. Это приводит к неверной работе схемы, несмотря на то,
что логические элементы схемы функционируют исправно.

Будем иметь в виду, что время задержки для одного и того же пути и инверсных
смен значений на его линиях связи и выходах элементов может различаться. Поэтому
каждому пути сопоставляется пара последовательностей перепадов значений сигналов
и соответственно пара задержек одного и того же пути.

Для каждой последовательности перепадов значений сигналов пути в схеме требу-
ется построить пару v1, v2 тестовых наборов (пару булевых векторов, сопоставляемых
входам схемы), на которых неисправность проявляется.

В данной работе рассматриваются схемы, полученные факторизационным методом
синтеза по системе безызбыточных ДНФ и по безызбыточным системам ДНФ. Име-
ются в виду факторизационные методы синтеза, сохраняющие систему ДНФ. В част-
ности, таким методом является метод деления ДНФ, используемый в современных
САПР [1].
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Для схем, построенных по системе безызбыточных ДНФ, выяснено, что неисправ-
ность каждого пути в схеме обнаружима либо как робастная, либо как неробастная.
Один из наборов пары является a-тестовым набором, а другой — b-тестовым набо-
ром [2]. Одна и та же пара тестовых наборов может использоваться для обнаружения
обеих последовательностей перепадов значений сигналов пути. Предлагается класси-
фикация типов неробастных неисправностей задержек путей. Выбор подходящего ти-
па может быть использован для построения более качественных проверяющих тестов
неисправностей задержек путей.

Вводятся понятия конъюнкции, расширяемой по переменной, и конъюнкции, нерас-
ширяемой по переменной. Нерасширяемая по переменной конъюнкция перестает быть
импликантой функции при удалении из конъюнкции этой переменной. Расширяемая
конъюнкция остается импликантой функции при удалении переменной.

Для схем, построенных по безызбыточной системе ДНФ, устанавливается, что неис-
правность задержки пути проявляется либо как робастная, либо как неробастная, ес-
ли путь сопоставляется переменной, по которой конъюнкция не расширяема. Речь
идет о конъюнкции ДНФ, извлеченной из безызбыточной системы ДНФ. Неисправно-
сти задержек других путей могут проявляться как функциональные неисправности.
Сформулировано достаточное условие существования для них пар тестовых наборов
и предложен метод нахождения последних. Некоторые неисправности задержек путей
в таких схемах могут быть необнаружимыми.

Для рассматриваемых схем предлагается также метод построения минимизирован-
ного проверяющего теста, обнаруживающего как неисправности задержек путей, так и
всевозможные кратные константные неисправности на полюсах логических элементов
схемы.
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Увеличивающиеся сложность и значимость дискретных управляющих систем тре-
буют их высокой надежности. Сложность систем повышает вероятность возникнове-
ния неисправностей в них. Обнаружение неисправности в первый же момент ее про-
явления на выходах устройства позволяет защитить систему, в которую устройство
встроено. Такое обнаружение неисправности может достигаться, например, за счет
использования самопроверяемых схем, дающих возможность обнаруживать неисправ-
ности в режиме нормального функционирования схемы. Обнаружение осуществляет-
ся с помощью самотестируемого детектора кодовых слов некоторого кода, в частности
(m, n)-кода, состоящего из всех булевых векторов длины n и веса m. На выходах само-
проверяемого устройства, к которому подключен детектор слов (m, n)-кода, не всегда
достигаются всевозможные кодовые слова. Число l достигаемых кодовых слов может
быть меньше числа всевозможных кодовых слов (числа сочетаний из n по m).


